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導電性プラスチック・導電性塗料等の抵抗率を測定する

ロレスタ（MCP-T700）
操作マニュアル

装置HP（都産技研HP） 装置仕様（メーカーHP）
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1. ロレスタについて
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1.1 性能
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低抵抗率計「ロレスターGX」

✓ MCP-T700（日東精エアナリテック製）

✓ 測定できる値：抵抗 [Ω] 
                                 表面抵抗率 [Ω/□] 

体積抵抗率 [Ω・cm]
導電率 [S/cm] 

✓ 測定レンジ：10-4～107 [Ω]

✓ 試験電流:1 [A], 100,10,1 [mA], 100,10,1,0.1 [μA]
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1.2 測定原理
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✓ 抵抗 [Ω]： R = 
V

I

✓ 表面抵抗率 [Ω/□]： ρs = R×
𝑊

𝐿

✓  体積抵抗率 [Ω・cm]： ρv = R×
𝑊

𝐿
×t

抵抗値は材料の形状・サイズ・測定位置等で変化する
⇒ 材料固有の値である抵抗率が広く使われるように
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1.3 プローブ一覧
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プローブは試料サイズ・材質により選択する

ASP：標準

QPP：微小サンプル

PSP：微小・薄膜

BSP：大きいサンプル用

TFP：Siウェーハ・ガラス基板上の薄膜

ESP：不均一サンプル
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1.4 測定準備
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ロレスタ

プローブ

レジテーブル

準備できたら本体の電源ON

テフロン面
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2.1 測定条件設定
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①

②

② 【測定条件管理】をタッチし、測定
条件管理画面を表示

① 【メニュー】をタッチし、メニュー画面
を表示

メニュー画面

測定画面

③

③ 【編集】をタッチし、測定条件設定
画面を表示

※【ファイルNo.】は何番でも良い

測定条件管理画面

④ 設定項目切替タブの【2】をタッチし、
２ページ目を表示させる

④

測定条件設定画面
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2.2 測定条件設定（２ページ目）
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⑤ 【厚み】の箇所に試料厚さを入力
測定条件設定画面

⑥ 【厚み】の箇所に試料厚さの単位を
選択（例：mm）
※厚さの数値と単位が正しいか要確認

⑤ ⑥

⑦ 【試料形状】を測定する試料の形状
に合わせて、長方形か円形か選択
※以下、長方形を選択したとして説明⑦

⑧

⑧ 試料の寸法（mm単位）を入力

【注意】縦がX、横がY（P13参照）

※通常のXYの考え方と逆なので注意

⑨ 【プローブ】の箇所に使用するプ
ローブ名を選択
例：ASPプローブならASP/LSP

※電極間隔はプローブ選択により自動で入力される

⑨

⑩ 【測定位置設定】をタッチ

⑩

2種の位置設定方法（オート入力、格子入力）から選択
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2.3.1 測定位置設定（オート入力の場合）
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① オート入力での設定選択
の場合：押す

② P02以降の測定座標を入力する。
青色エリアをタップして数字入力。

（座標軸は次ページ参照）

P01：入力済みの試料寸法から
自動で中央位置に設定される
P01 （w/２、L/２） 幅 w、高さ L の場合

例：試料寸法（５０ｍｍ、８０ｍｍ）
➾ P1 ( 25.0 , 40.0 )
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2.3.2 測定位置設定（オート入力の場合）
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P01  : ( W / 2、L / 2)

0

W : 試料片幅

L : 試料片高さ

T : 試料片厚さ

試料片のW, L寸法入力により
自動で決まるP01（センター位置）

P01以外の測定ポイントの
座標値を入力する
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2.3.3 測定条件設定（格子入力の場合）
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格子設定と座標位置

0

P01 P02 

P03 P04 

P05 P06 

M：正方形格子１辺長さ

W : 試料片幅

L : 試料片高さ

「格子」選択
格子1辺長さと終点座標を入力

格子選択の場合は、
●原点座標（右図では試料左下を原点）
●格子１辺長さの値
●終点座標（右図では試料右上）
を入力すると測定ポイントが自動で表示される

①

②

③

終点座標
（≦W、≦L ）

1

2

3

4

試料片
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（参考1）プローブの座標位置
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A B C D

Xn (mm)

Yn (mm)

プローブ

D

C

B

A

試料片



© 2024 14

（参考2）補正係数RCF（Resistivity Correction Factor)

RCF :
試料片の形状寸法、測定位置に
よって決まる係数。
抵抗率測定算出時に使われる。

ロレスタGXでは
寸法、座標データ入力すると
自動計算される。

※選択するプローブによっても値が
変わるのでプローブ選択（P9 ⑨）
を間違えないこと
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① 試料、レジテーブルおよび電極表面
をエタノールで拭く（試料の特性に影
響する場合は不要）

② 試料をレジテーブルのテフロン面
 に置く

2.4 試料準備

テフロン面

①②
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2.5.1 測定1

16

① プローブの電極部を試料に押し
当てる

② ①の状態で【ロック解除】を選択
⇒ ロックが解除される

③ 【測定スタート】をタッチ
⇒ 電圧が印加され測定が開始

測定中のプローブ電極には
絶対に触れない！！

感電注意

④ 測定値が安定したら【測定終了】
をタッチ ⇒ 測定終了

①

② 起動後画面 ロック解除

④測定終了画面

③ 測定開始
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2.5.2 測定2 （注意：測定終了後の画面）
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測定結果の単位に注意（測定後に単位切替可能）

この写真の例では

表面抵抗率 4.221×100 [Ω/□]

この写真の例では

体積抵抗率 4.221×10-1 [Ω・cm]

この【測定単位】の箇所をタッチ
することで単位が切り替わる

※測定結果の1段目の抵抗値[Ω]（写真の例では9.966×10-1 Ω）はあくまで測定に使用したプローブ電極間における値なので注意
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2.5.3 測定3 （注意：測定終了後の画面）
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例：測定位置３番目の測定値表示中（６ポイント中）
表示ID番号は次の測定番号を表す
（例：表示中の測定値「3.675ｘ10 」のID番号は1860）



© 2024 19

3. プローブチェック

プローブチェッカーの抵抗値を測定することで、正しく測定できていること確認できる

② プローブチェッカーにプローブを押し
 当て測定
 ⇒ プローブチェッカーの抵抗値と同

 程度の抵抗値か確認

① 使用するプローブに合ったプローブ
 チェッカーを用意する
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4. 測定データの外部保存（USBメモリ）

①

②

③
保存したいデータ
のID番号を控える

⑤

メニュー画面から
「測定データ管理」を
クリック

④

測定データ管理画面
から「結果一覧」を
クリック

⑦

⑥

USB メモリをセットする
（USBタイプAもしくはB）

データ管理画面へ
戻り「データ出力」を
クリック

保存したいデータのIDを
入力 OK クリック

USBへデータがコピーされる
（データフォーマット：CSV）

測定データはID番
号で管理される
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5. こんなときどうする

測定値がレンジのアップ、ダウンを繰り返し安定しないQ
A MANUAL RANGEに変更し（測定中も変更可）、     をタッチしレンジを合わせて測定する˄˅

※詳細は取扱説明書のP 4-3をご参照ください。

Q 測定時間を変えたい

A 測定画面のタイマーの箇所をタッチすることで測定時間を変更可能

JIS K 7194に従った測定がしたい

A P8の①、②を実行し、測定条件管理画面の【ファイル選択】をタッチし、No.2 JIS K 7194のファイルを
選択ください

Q

測定値が107オーダーを超える（OVER LOADと表示される）

A ハイレスタのご利用をお考え下さい

Q

https://www.iri-tokyo.jp/service/search/tam42/
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